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Kurss Fizi5028 
"STRUKTŪRA UN NANOFĀZU RAKSTUROJUMS" 

 
Lektors: Aleksejs Kuzmins 

 
 

Kursa mērķis ir dot priekšstatu par kristālu, nanokristālu un nesakārtotas cietas vielas 
struktūru, tās matemātisko aprakstu un metodēm, kas izmantotas struktūras pētīšanai. 

 
PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI 
Referāts – 50%, eksāmens – 50%. 

 
 

KURSA SATURS 
 

1. Ievads kursā „Struktūra un nanofāzu raksturojums” 
 Struktūras jēdziens un modelēšanas metodes, struktūranalīze. 
 
2. Mikrostruktūras klasifikācija  

Sakārtotās un nesakārtotās cietvielas. Radiālā sadalījuma funkcija un korelācijas funkcijas. Tuvā un tālā 
sakārtotība. Nesakārtotie kristāli. Cietie šķīdumi. Amorfie, stiklveidīgie un nanokristāliskie materiāli. 
Stehiometriskie un nestehiometriskie savienojumi. 

 
3. Kristālķīmijas pamati  

 Atomu un jonu rādiusi. Poliedri un tīkli. Koordinācija. Kristāliskā režģa topoloģija. Struktūrvienības. 
 

4. Kristalogrāfijas pamati  
Kristāliskā režģa simetrija un ģeometrija. Kristalogrāfijas simboli un struktūrkristalogrāfijas sakarības. 
Inversais režģis un kristalogrāfiskās projekcijas. Atomu koordinātu noteikšana. 
 

5. Radiācijas mijiedarbība ar vielu: elastīgā izkliede  
Rentgenstaru, elektronu un neitronu avoti. Rentgenspektri un to īpašības. Rentgenstarojuma mijiedarbība ar 
vielu. Elektronu un neitronu mijiedarbība ar vielu. Starojuma interferences likumsakarības. Difrakcija un 
difūzā izkliede. Kinemātiskā teorija. Jēdziens par dinamisko teoriju. 
 

6. Kristālisku un nesakārtotu vielu struktūranalīze  
Struktūranalīzes metodoloģija. Klasiskās metodes: Laues, rotējoša kristāla un pulvera metode. Mazo leņķu 
izkliedes metode. Rentgenaparatūra. Rentgenmonohromatori. Rentgenstarojuma reģistrācija. Vairākkārtējā 
rentgenstarojuma difrakcija un tās izmantošana materiālu pētniecībā. Elektronogrāfija un neitronogrāfija. 
Nanomateriālu pētīšana ar difrakcijas metodēm. Amorfogrāfija. Difūzā izkliede nesakārtotās vielās.  
 

7. Radiācijas mijiedarbība ar vielu: neelastīgā izkliede  
Sinhrotronā starojuma (SS) daba un īpašības. Rengenabsorbcijas spektroskopijas teorijas pamati. 
Daudzkārtīgās izkliedes teorijas pamati. Lokālā elektroniskā struktūra un XANES spektri. XAFS metodes 
rezultāti: monokristāli, polikristāli, nanokristāli, amorfas vielas. Defektu lokālā struktūra. 
 

8. Mikroskopijas metodes un topogrāfija  
Optiskās, elektronu un rentgenmikroskopijas pamati. Optiskā mikroskopija. Elektronu mikroskopija. Rastra 
elektronmikroskopija. Tuneļa mikroskopija. Atomspēka mikroskopija. Rentgena mikroanalīze. Konfokālā 
mikroskopija.  
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